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@ Schneidwerkzeug 

Bet einem Schneidwerkzeug mit zwei sich an der Schneid- 
kante treffenden Flachen ist eine dieser Flachen mit lonen 
von Fremdatomen implantiert, um den Verschleifc zu min- 
dern und einen Selbstscharfeffekt zu erzielen. 
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Patentanspruche 

1. Schneidwerkzeug, dessen Schneide zwei unter 
einem Winkel zueinander verlaufende, an der 
Schneidkante sich treffende Flachen aufweist, und 5 
implantierte Ionen enthalt. dadurch gekennzeich- 
net, daB in die Oberflache nur einer (4; 12, 13) der 
beiden Flachen (3, 4; 12, 13, 14, 15) Ionen implan- 
tiert sind. 

2. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge- 10 
kennzeichnet. daB in die zur Schneidrichtung ge- 
neigte Flache (4; 12, 13) Ionen implantiert sind. 

3. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2 mit 
Schneide und Gegenschneide, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auch in die Oberflache einer (13) der 15 
beiden Flachen (13, 15) der Gegenschneide (11) Io- 
nen implantiert sind. 

Beschreibung 

20 

Die Erfindung betrifft ein Schneidwerkzeug, dessen 
Schneide unter einem Winkel zueinander verlaufende, 
an der Schneidkante sich treffende Flachen aufweist und 
implantierte Ionen enthalt. 

Schneidwerkzeuge wie Messer oder Scheren werden 25 
im Gebrauch stumpf. Sie mussen deshalb in regelmaBi- 
gen Abstanden wahrend ihrer Gebrauchsdauer nachge- 
schliffen werden. Das Stumpfwerden ist auf einen Ver- 
schleiB der Schneidkante zuruckzufuhren. Zur Erho- 
hung der Korrosionsbestandigkeit und der Standzeit ist 30 
bekannt. in die Schneidkanten von Schneidwerkzeugen 
Ionen zu impiantieren (DE-AS 25 04 81 7). 

Der Erfindung Iiegt die Aufgabe zugrunde, bei einem 
Schneidwerkzeug der eingangs beschriebenen Art ein 
Nachschleifen moglichst zu venneiden. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist bei einem Schneid- 
werkzeug der eingangs beschriebenen Art erfindungs- 
gemaB vorgesehen, daB in die Oberflache nur einer der 
beiden Flachen Ionen von Fremdatomen implantiert 
sind. 

Die Implantation von Ionen von Fremdatomen in die 
Oberflachen von Maschinenteilen zu Erhohung des Ver- 
schleiBschutzes ist auch allgemein bekannt (A. Gerve, B. 
Kehrwald. L. Wiesner, T.W. Conlon, G. Dearnaley 
(1984): "Continuous determination of the wear reducing 
effect of ion implantation on gears by double labelling 
radionuclide technique." Arbeitsgemeinschaft Ionen- 
strahltechnik Odenthal, AERE Harwell). 

Bei einer Ionenimplantation in eine dem VerschleiB 
ausgesetzte Flache wird deren Harte angehoben und 50 
damit der VerschleiBschutz erhoht. 

Die Erfindung macht sich dies zunutze. Dadurch, daB 
nur eine der beiden am Schneidvorgang beteiligten Fla- 
chen der Schneide mit Ionen implantiert ist. werden 
eindeutige Beanspruchungsverhaltnisse geschaffen. 55 
welche den mit der Anzaht der Schneidvorgange zuneh- 
menden VerschleiB auf die nicht implantierte Flache 
beschrankt. Dies fuhrt uberraschenderweise zu einem 
Selbstscharfeffekt. 

Bei einem gemaB der Erfindung behandelten Schneid- 60 
werkzeug wird also nicht nur der VerschleiB vermindert 
und damit die Standzeit erhoht sondern aufgrund des 
beschriebenen Selbstscharfeffektes ein Nachschleifen 
uber die Gebrauchsdauer vermieden. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ionen nicht in 65 
die mit der Schneidebene zusammenfallende Flache 
sondern in die zur Schneidrichtung geneigte Flache im- 
plantiert werden. 
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Die Erfindung ist auch anwendbar auf ein Schneid- 
werkzeug mit Schneide und Gegenschneide, wie eine 
Schere. Dabei ist vorteilhaft, wenn auch in die Oberfla- 
che einer der beiden Flachen der Gegenschneide Ionen 
implantiert sind. 

Die Erfindung ist im folgenden anhand schematischer 
Zeichnungen an Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert 
Es zeigt 

Fig. 1 einen Teilschnitt durch die Schneide eines 
Schneidwerkzeuges gemaB der Erfindung; 

Fig. 2 einen Teilschnitt wie Fig. 1 durch Schneide und 
Gegenschneide eines Schneidwerkzeuges gemaB der 
Erfindung. 

In Fig. 1 ist mit der Bezugszahl 1 der Schneidenteil 
eines Schneidwerkzeuges, wie eines Messers, bezeich- 
net. Das Schneidwerkzeug hat zwei an der Schneidkan- 
te 2 zusammenlaufende Flachen, von denen die eine 3 in 
Schneidrichtung 5 und die andere 4 unter einem Winkel 
geneigt dazu verlauft. Die Oberflache dieser ietztge- 
nanntcn Flache 4 ist mit Stickstoffionen bis in eine Tiefe 
von einigen Zehntel u.m implantiert. Dadurch wird die 
Flache 4 "gehartet" und damit verschleiBwiderstandsfa- 
hig. Im Gebrauch wird nur die nicht implantierte, "wei- 
che" Flache 3 abgetragen, was durch eine gestrichelte 
Linie 3' in Fig. 1 angedeutet ist. Die gestrichelte Linie 3' 
verlagert sich mit zunehmender Anzahl der Schnitte 
aufgrund des VerschieiBes in Pfeilrichtung V, wahrend 
die Pfeilrichtung Sdie Schneidrichtung in Fig. 1 anzeigt. 

Es ist ersichtlich, daB unabhangig vom VerschleiBzu- 
stand, d. h. von der Lage der Linie 3', die Schneidkante 2' 
selbsttatig stets scharf gehalten wird, weil die ionenim- 
plantierte Flache 4 nicht oder jedenfalls nicht in dem 
MaBe wie die Flache 3 im Gebrauch verschleiBt. 

Bei der Ausfuhrung nach Fig. 2 bezeichnen die Be- 
$5 zugszahlen 10 und 11 Schneide und Gegenschneide ei- 
nes Schneidwerkzeuges, wie einer Schere. In diesem 
Fall sind sowohl an der Schneide 10 wie auch an der 
Gegenschneide 1 1 die schrag zur Schneidrichtung 5 ver- 
laufenden Flachen 12 bzw. 13 mit Ionen von Fremdato- 
40 men, z. B. Stickstoffatomen, implantiert, wahrend die 
parallel zur Schneidrichtung S verlaufenden Flachen 14, 
15 von Schneide und Gegenschneide "weich" belassen 
sind. Hierdurch werden sowohl die Schneide 10 als auch 
die Gegenschneide 11 selbstscharfend ausgebildet, d. h. 
45 behalten stets eine scharfe Schneidkante. 
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